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１．概要（Summary）

弊社環境触媒はセラミック担体に触媒を塗布した構造

をしている。触媒の性能評価では塗布状態の観察が重要

である。今回、筑波大学の微細加工プラットフォーム、ナノ

テクノロジープラットフォームの設備を利用して触媒の塗

布状態の観察を実施した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

FIB-SEM
電界放出型走査電子顕微鏡

【実験方法】

環境触媒を正方形 1 cm 角に切断する。1 cm 角のサ

ンプルにカーボン蒸着を行い、SEM による観察を実施し

た。

Fig. １に SEM 観察用のサンプルを示す。

Fig. 1 Sample for SEM with carbon deposited.

３．結果と考察（Results and Discussion）

SEM による触媒の観察像を Fig. 1、 Fig. 2 に示す。

観察像から Sample A よりも Sample B の塗布の厚みが

大きいことが確認できた。

しかし、1 cm 角サンプル作製時におけるサンプルの欠

損、観察面の凹凸により撮影像に影が出来たしまった。

今後、サンプルの樹脂による埋め込み、研磨を行い平

面な観察面の作製を行う。その後、塗布状態の厚みの精

確な観察、及び EDX による塗布状態の元素マッピングを

検討している。

Fig. 2 SEM images (Left: Sample A, Right: Sample 
B).
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